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摘要(译)

一种用于测量物理量或参数的装置包括具有可支撑地安装的轴构件的壳
体。轴构件的第一端放置在位移装置的输出附近，该位移装置响应物理
量的变化。带状弹簧构件同轴地设置并围绕支撑的轴构件螺旋缠绕，弹
簧构件的一端连接到轴上，剩余端连接到支撑结构。基于物理量（压
力，速度，温度等）的变化，位移装置的输出接合轴构件，轴构件由于
带状弹簧构件的约束而轴向移位和旋转。轴构件的旋转产生相对于可读
标记的附接指针的相应角度偏转。
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